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背景と利用目的 

フッ素樹脂は耐熱性、耐食性、撥水性等の特有の性質を有している。 

フッ素樹脂の機能について、フッ素原子や炭素―フッ素結合等に由来してお

り、電子顕微鏡やＸＰＳを用いて測定と解析を進めるのが主流である。今回、

トライアルでＸＡＦＳ測定を行い、得られたデータを通じて解析できるか調

べた。 

実験・解析方法 

フッ素樹脂を粉砕して得られた粉末をカーボンテープに付着させることに

より、フッ素の軟Ｘ線 Ｋ-吸収端 を考慮した上、680～715eVの範囲でＸＡＦ

Ｓ測定を行った。 
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成果の概要 

 フッ素（Ｆ）Ｋ端のＸＡＮＥＳスペクトルを図１に示した。 

689eVと 694eV付近に２つの吸収スペクトルが確認された。 

帰属について、現在解析を進めているが、フッ素樹脂を構成するフッ素原子

や炭素―フッ素結合等の状態を調べることができ、フッ素樹脂の機能発現につ

いて考察することができた。 

 

図１．フッ素（Ｆ）Ｋ端のＸＡＮＥＳスペクトル 

 

社会、経済への波及効果の見通し 

ＸＡＦＳ測定から、フッ素原子やフッ素との共有結合等の状態を把握できる。 

フッ素樹脂の種々の特性を解明するため、ＸＡＦＳ測定を用いた解析が検討 

できる。 

     

 


